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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux
comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité
technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission
électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les Normes internationales sont rédigées conformément aux règles données dans les Directives ISO/CEI,
Partie 3.

Les projets de Normes internationales adoptés par les comités techniques sont soumis aux comités membres pour
vote. Leur publication comme Normes internationales requiert l'approbation de 75 % au moins des comités
membres votants.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L’ISO ne saurait être tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

La Norme internationale ISO 10725 a été élaborée par le comité technique ISO/TC 69, Application des méthodes
statistiques, sous-comité SC 3, Application des méthodes statistiques en normalisation.

Les annexes A et B constituent des éléments normatifs de la présente Norme internationale. Les annexes C et D
sont données uniquement à titre d'information.
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Introduction

L'application des méthodes statistiques dans le domaine de l'échantillonnage des matériaux en vrac a été mise au
point depuis la fin des années 1940, principalement pour les grandes quantités de matériaux en vrac tels que les
charbons et les minerais de fer, pour lesquels il y avait un intérêt majeur à obtenir une estimation précise de la
moyenne du lot, à un coût raisonnable, de sorte que les ajustements entre prix et processus soient, si nécessaire,
apportés de manière appropriée.

Récemment, les besoins en matière d'échantillonnage pour acceptation des matériaux en vrac se sont accrus,
notamment pour les produits industriels tels que les substances chimiques en poudre ou les billes de plastique,
pour lesquelles la détermination de l'acceptabilité d'un lot est plus importante que l'obtention d'une estimation
précise de la moyenne du lot. La présente Norme internationale a été élaborée en ce sens.

L'objectif de la présente Norme internationale se situe à mi-chemin entre l'ISO/TC 69/SC 3, qui traite de
l'échantillonnage en vrac et l'ISO/TC 69/SC 5, qui concerne l'échantillonnage pour acceptation, certains experts du
sous-comité SC 5 ayant apporté leur contribution au projet.
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Plans et procédures d'échantillonnage pour acceptation pour le
contrôle de matériaux en vrac

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie des plans d'échantillonnage pour acceptation par la détermination de
variables, ainsi que par le recours à des procédures de contrôle pour acceptation, applicables aux matériaux en
vrac. Ces plans d'échantillonnage vont de pair avec des courbes d'efficacité spécifiques obtenues pour un coût
raisonnable.

La présente Norme internationale est applicable pour le contrôle lorsque la moyenne du lot d'une caractéristique
unique est le principal facteur dans la détermination de l'acceptabilité du lot, mais elle présente également des
procédures spécifiques pour des caractéristiques de qualité multiples. La présente Norme internationale est
applicable dans les cas où les valeurs des écarts-types aux différentes étapes de l’échantillonnage sont connues
ou inconnues.

La présente Norme internationale est applicable à différents types de matériaux en vrac, mais n’est pas toujours
applicable aux minéraux tels que les minerais de fer, les charbons, le pétrole brut, le perlite, etc., pour lesquels la
connaissance d'une estimation précise de la moyenne du lot est plus importante que la détermination de
l'acceptabilité du lot.

Certains cas spécifiques peuvent se présenter, tels ceux des liquides, pour lesquels l'écart-type de mesurage est
dominant. Dans pareils cas, les procédures normalisées ne sont pas toujours adaptées, et la présente Norme
internationale indique des plans et des procédures spéciales d'échantillonnage.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite,
constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Pour les références datées, les
amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes
aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les
éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la dernière
édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de l'ISO et de la CEI possèdent le registre des
Normes internationales en vigueur.

ISO 2859-1:1999, Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs — Partie 1: Procédures
d'échantillonnage pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA).

ISO 3534-1:1993, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 1: Probabilité et termes statistiques généraux.

ISO 3534-2:1993, Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 2: Maîtrise statistique de la qualité.

ISO 5725-1:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure — Partie 1: Principes
généraux et définitions.
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ISO 11648-1:—1), Aspects statistiques de l'échantillonnage des matériaux en vrac — Partie 1: Principes
fondamentaux.

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les termes et définitions données dans l'ISO 2859-1,
l'ISO 3534-1, l'ISO 3534-2, l'ISO 5725-1, ainsi que les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1
échantillonnage pour acceptation
contrôle par échantillonnage où les décisions d'accepter ou de ne pas accepter un lot sont prises d'après les
résultats sur un échantillon ou sur des échantillons sélectionnés à partir de ce lot

3.2
contrôle pour acceptation
contrôle pour déterminer si un individu ou un lot fourni ou proposé à la livraison est acceptable

3.3
système d'échantillonnage
groupe de programmes d'échantillonnage, assortis des critères de choix des plans d'échantillonnage approprié

3.4
plan d'échantillonnage
combinaison d'un ou de plusieurs effectif(s) d'échantillons et des critères d'acceptabilité associés

3.5
effectif d'échantillon
nombre total d'essais ou de mesurages et des éléments de ceux-ci

NOTE 1 Dans la présente Norme internationale, l'effectif d'échantillon correspond, par exemple, au nombre de prélèvements
élémentaires d'un échantillon composite, au nombre d'échantillons composites par lot, au nombre d'échantillons pour essai
prélevés dans un échantillon composite, au nombre de mesurages par échantillon pour essai. Le nombre de mesurages est
égal à celui des prises d'essai.

NOTE 2 Dans la présente Norme internationale, il convient de ne pas employer ce terme pour des quantités d'échantillon
telles que le volume ou la masse d'un prélèvement élémentaire.

3.6
critères d'acceptabilité
critères ou élément(s) des critères (tels que des valeurs d'acceptation) gouvernant la détermination d'acceptabilité
du lot, c'est-à-dire visant à déterminer si un lot doit être accepté ou non

3.7
niveau de qualité acceptable
quand on considère une série continue de lots, niveau de la moyenne du lot qui, en contrôle par échantillonnage,
est la limite acceptable de la qualité moyenne du processus

3.8
niveau de qualité non acceptable
quand on considère une série continue de lots, niveau de la moyenne du lot qui, en contrôle par échantillonnage,
est la limite non acceptable de la qualité moyenne du processus

3.9
limite de spécification unilatérale
limite de spécification portant sur la limite supérieure ou la limite inférieure de la moyenne du lot

1) À publier.
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3.10
limites de spécification bilatérales
limites de spécification portant à la fois sur la limite supérieure et la limite inférieure de la moyenne du lot

3.11
matériau en vrac
quantité de matériau dont les parties composantes ne peuvent être distinguées immédiatement au niveau
mascroscopique

NOTE Dans la présente Norme internationale, le matériau en vrac ne concerne pas les rouleaux de papier, les bobines de
câble électrique, la ferraille ou des matériaux similaires, car il est difficile d'appliquer les procédures d'échantillonnage
spécifiées.

3.12
prélèvement élémentaire
quantité de matériau en vrac prélevé dans un lot, par une action, à l'aide d'un dispositif d'échantillonnage

3.13
échantillon composite
agrégat constitué de deux prélèvements élémentaires ou plus effectués dans un lot

3.14
échantillon pour essai
échantillon préparé pour essai ou analyse, la quantité totale ou une partie étant utilisée pour l'essai ou l'analyse en
une seule fois

3.15
prise d'essai
partie d'un échantillon pour essai utilisée pour l'essai ou l'analyse en une seule fois

3.16
valeur d'acceptation
valeur limite de la moyenne de l'échantillon permettant de vérifier la condition d'acceptabilité du lot

3.17
distance de discrimination
distance entre le niveau de qualité acceptable et le niveau de qualité non acceptable

3.18
distance limite
distance minimale entre les valeurs supérieure et inférieure de niveau de qualité acceptable, lorsque des limites de
spécification bilatérales sont définies

3.19
écart-type relatif
quotient d'un écart-type sur la distance de discrimination

3.20
répétabilité
fidélité sous des conditions de répétabilité, c'est-à-dire où les résultats d'essai indépendants sont obtenus par la
même méthode sur des individus d'essai identiques dans le même laboratoire, par le même opérateur, utilisant le
même équipement pendant un court intervalle de temps

3.21
mesure de fidélité intermédiaire
fidélité sous des conditions de fidélité intermédiaires c'est-à-dire où les résultats d'essai sont obtenus par la même
méthode sur des individus d'essai identiques dans le même laboratoire, sous certaines conditions d'opération
différentes (la durée, l'étalonnage, l'opérateur et l'équipement)

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 10725:2000
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/e44b7121-56b1-4fa3-b80f-

988e5885d7bb/iso-10725-2000



ISO 10725:2000(F)

4 © ISO 2000 – Tous droits réservés

4 Symboles et termes abrégés

Les symboles et termes abrégés utilisés dans la présente Norme internationale sont les suivants:

C variation du coût par lot

CI somme des coûts proportionnellement au nombre total de prélèvements élémentaires

CM somme des coûts proportionnellement au nombre total de mesurages

CT somme des coûts proportionnellement au nombre total d'échantillons pour essai

cI coût d'un prélèvement élémentaire

cM coût d'un mesurage

cT coût de préparation d'un échantillon pour essai

cTM coût de traitement d'un échantillon pour essai (= cT + nMcM)

D distance de discrimination

DN distance de discrimination limitée pour les caractéristiques multiples

dI écart-type relatif entre prélèvements élémentaires (= �I/D)

dT écart-type relatif de l'échantillon pour essai(= �T/D)

dO écart-type relatif global (= �O/D)

fD facteur de correction pour les caractéristiques multiples

fU facteur de calcul de la limite de contrôle supérieure

G nombre de lots utilisés pour réévaluer les écarts-types

J nombre de caractéristiques de qualité

Kp fractile d'ordre p supérieur de distribution normale (exemples de valeurs de p: �, � et Pa; pour � = 0,05,
K� = 1,644 85; pour � = 0,10, K� = 1,281 55, etc.)

LCL limite de contrôle inférieure

LSL limite de spécification inférieure pour la moyenne du lot

m moyenne du lot

mA niveau de qualité acceptable pour la moyenne du lot

mR niveau de qualité non acceptable pour la moyenne du lot

nI nombre de prélèvements élémentaires par échantillon composite

nM nombre de mesurages par échantillon pour essai
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nT nombre d'échantillons pour essai par échantillon composite

Pa probabilité d'acceptation

QCR qualité du risque client

QPR qualité du risque fournisseur

RC rapport de coût (= cTM / cI)

sc écart-type d'échantillon composite

scT écart-type d'échantillon combiné

sM écart-type de mesurage

sT écart-type d'échantillon pour essai

tp(�) p-fractile inférieur de la loi de Student avec � degrés de liberté

UCL limite de contrôle supérieure

USL limite de spécification supérieure pour la moyenne du lot

xijk valeur mesurée de la kième prise d’essai du jième échantillon pour essai du iième échantillon composite

x... moyenne générale de l'échantillon

xL valeur d'acceptation inférieure

xU valeur d'acceptation supérieure

� risque du fournisseur

�* risque du fournisseur individuel

� risque du client

�* risque du client individuel

� constante de calcul de la valeur d'acceptation

� distance entre le niveau supérieur et le niveau inférieur de qualité acceptable

� constante de calcul de la distance limite

� degrés de liberté de l'écart-type

�E degrés de liberté d'une estimation de l'écart-type

�c écart-type de l'échantillon composite

�E estimation de l'écart-type pour la moyenne du lot
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�M écart-type de mesurage

�O écart-type global

�T écart-type de l'échantillon pour essai ( / )T
2

P
2

M
2

M� � �� � n

� I
2 composante de variance entre prélèvements élémentaires

�M
2 composante de variance entre mesurages

�P
2 composante de variance entre échantillons pour essai (variance pour la préparation de l'échantillon

pour essai)

NOTE 1 Les symboles accompagnés d'un indice «L» ou «U» dénotent respectivement qu'il s'agit d'une limite de
spécification inférieure ou supérieure.

NOTE 2 Le symbole � est utilisé pour désigner l'écart-type d'une population, tandis que le symbole s est utilisé pour désigner
l'écart-type d'un échantillon.

5 Plans d’échantillonnage

5.1 Généralités

Au début de l'échantillonnage pour acceptation, il convient de suivre les points suivants pour un contrôle
satisfaisant d’un lot de matériau en vrac.

5.2 Applicabilité

5.2.1 Moyenne du lot

La présente Norme internationale est applicable lorsque la moyenne du lot d'une caractéristique de qualité unique
est le facteur principal dans la détermination de l'acceptabilité du lot.

Lorsque le matériau reste homogène au travers des processus successifs dans la manufacture du client, le client
peut être intéressé principalement par la moyenne du lot.

Si deux ou plus caractéristiques de qualité sont spécifiées pour un matériau, les procédures données dans
l'annexe A doivent alors être appliquées. L'annexe A présente également des procédures spécifiques alternatives
pour les caractéristiques multiples pour éviter d'augmenter à la fois le risque fournisseur et le risque client.

La présente Norme internationale est fondée sur l'hypothèse que la moyenne du lot reste inchangée durant
l'échantillonnage pour acceptation pour le lot, ou que les valeurs attendues de la moyenne physique et moyenne
arithmétique sont égales. Une attention particulière est nécessaire pour certaines caractéristiques instables, telles
que l'humidité du matériau particulaire. Il peut exister des cas exceptionnels où cette hypothèse n'est pas vérifiée,
comme montré dans l'exemple qui suit.

EXEMPLE La poudre de CMC (cellulose carboxyméthylique) est employée comme additif de la colle, lorsque l'une des
propriétés importantes est la viscosité de la solution aqueuse. Si deux échantillons qui présentent respectivement des valeurs
faibles et élevées de viscosité sont mélangés en masse égale, l'échantillon mélangé présente une viscosité dont la valeur est
toujours inférieure à la moyenne arithmétique des deux valeurs originelles correspondant à chaque échantillon. Dans ce cas, la
présente Norme internationale n'est pas applicable.
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5.2.2 Écarts-types

La présente Norme internationale est fondée sur l'hypothèse de base que la valeur de chaque écart-type de la
caractéristique qualité spécifiée est connue et stable. Les recommandations de jugement quant à la stabilité de
chaque écart-type sont les suivantes:

a) dans la règle normalisée, si ni l'une ni l'autre des cartes de contrôle de sc et sT ne présentent de point situé
«hors maîtrise» et si la stabilité n'est mise en doute par aucune autre preuve, il est possible de considérer
stables tous les écarts-types. Si la valeur de �M est élevée et instable, ce fait sera probablement décelable
avec la carte de contrôle de sT. Si �M est suffisamment faible, son instabilité est négligeable car l'estimation
précise de cette valeur n'est pas nécessaire;

b) dans la procédure alternative présentée à l'annexe B, si la carte de contrôle de sT ne présente aucun point
situé «hors maîtrise» et si la stabilité n'est mise en doute par aucune autre preuve, il est possible de
considérer stables tous les écarts-types. Dans ce cas, l'instabilité de � I et �P est négligeable car l'estimation
précise de cette valeur n'est pas nécessaire.

Cependant, au démarrage de l'échantillonnage pour acceptation, la valeur précise et/ou la stabilité de chaque
écart-type peuvent ne pas être suffisamment connues. De plus, des écarts mineurs et temporaires des procédures
de stabilité montrées ci-dessus peuvent advenir lors de l'application de ce système d'échantillonnage pour
acceptation. Dans de tels cas, les procédures pour les écarts-types inconnus sont applicables, lorsque des valeurs
estimées des écarts-types de la caractéristique de qualité spécifiée sont utilisées.

Si des valeurs pertinentes des écarts-types ne sont pas disponibles du tout, la présente Norme internationale n'est
pas applicable.

5.2.3 Inspection des lots

Ces plans d'échantillonnage concernent principalement les séries continues de lots. Toutefois, en cas de
satisfaction aux exigences sur les écarts-types, ces plans sont également utilisables pour des lots isolés.

5.3 Procédures d'échantillonnage normalisées

5.3.1 Généralités

La présente Norme internationale contient les procédures suivantes, destinées au contrôle d'un lot individuel:

a) réalisation des prélèvements élémentaires;

b) constitution des échantillons composites;

c) préparation des échantillons pour essai, et

d) mesurages.

La Figure 1 illustre schématiquement le déroulement des procédures décrites ci-dessus. Afin de ne pas surcharger
la Figure 1, les nombres d'échantillons pour essai et de prises d'essai non utilisés sont respectivement très
inférieurs aux valeurs ordinaires (voir en C.2.7).

Des échantillons représentatifs doivent être utilisés lors de l'application des procédures données ci-dessus. Par
exemple, il est nécessaire que chaque échantillon composite puisse représenter l'ensemble du lot. Il est primordial,
pour obtenir des résultats fiables, de définir des instructions ou des procédures normalisées. Il est recommandé de
se référer en préalable à l'ISO 11648-1, de sorte que des procédures d'échantillonnage raisonnables puissent être
spécifiées.

5.3.2 Réalisation des prélèvements élémentaires (voir Figure 1)

Effectuer 2nI prélèvements élémentaires dans un lot. Il est recommandé d'utiliser un échantillonnage dynamique
lorsque les prélèvements sont effectués à partir d'un lot en mouvement. Cependant, il est permis d'utiliser un
échantillonnage statique lorsque le lot ne bouge pas.
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